






















专利名称(译) 高光谱成像校准装置

公开(公告)号 US7013172 公开(公告)日 2006-03-14

申请号 US10/896232 申请日 2004-07-22
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发明人 MANSFIELD, JAMES R.
FREEMAN, JENNY E.
LEVENTON, MICHAEL E.
HOPMEIER, MICHAEL J.
BRAND, DEREK

IPC分类号 A61B5/05 G01J3/28

CPC分类号 G01J3/28 G01J3/2823 G01J2003/2866

审查员(译) 伊玛目阿里

优先权 60/246093 2000-11-07 US

其他公开文献 US20050007584A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

描述了高光谱成像校准装置及其使用方法，其产生三维样本的图像。校准装置可以呈现期望的成像样本（例如身体部位）的形状，
并且可以在放置之前是无菌的。校准装置可以包括开口或可以被修改以在使用期间暴露样品的区域。通常在多个波长下获得的光谱
图像由校准装置构成。提供了利用校准装置的光谱图像来确定照明条件和样本形状对样本图像的影响以形成校准图像的算法。由这
些装置和方法产生的校准图像可以提供信息，包括与替代技术相比对照明和样品形状不太敏感的临床数据。
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